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AOIl, SPI, czy inspekcja UV,

czyli w co zainwestowac?

,Nie mozna mie¢ wszystkiego naraz”, ,co jest do
wszystkiego, to jest do niczego” — podobne madrosci
styszat kazdy z nas jako dziecko lub dorosty, w zar-
tach lub podczas powaznych rozméw biznesowych.
Zwykle nie traktujemy ich powaznie, ale w zakre-
sie inspekciji produkcji firma Juki przekonuje, ze jest
w stanie zaproponowac¢ maksymalng funkcjonalnosc
w jednym produkcie bez kompromisow. Czy jej kon-
cepcja inspekcji kompletnej w urzadzeniu Juki RV-2
faktycznie jest takim przetomem?

ad pytaniem ,w co zainwesto-
N wac?” staje kazdy producent

elektroniki, niezaleznie od
skali realizowanej produkcji czy liczby
kupowanych maszyn. Jezeli wzia¢ pod
uwage fakt, ze wigkszos¢ firm produ-
kujacych elektronike w Polsce to pro-
ducenci kontraktowi, oczekujacy mak-
symalnej elastycznosci oraz wydajno-
$ci dziatania, odwieczny problem wy-

boru robi si¢ jeszcze bardziej ztozony.
Rozwigzaniem wielu dylematéw moze
by¢ konstrukcja systemu inspekeji AOI
firmy Juki, ktora oferuje w standardo-
wej konfiguracji pelnowymiarows in-
spekcje pasty lutowniczej w trzech wy-
miarach (3D SPI) jednoczesnie z in-
spekcja AOI pakietow PCBA. Cennym
dodatkiem jest tutaj ponadto oswietle-
nie UV, umozliwiajace takze ocene ja-
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Rys. 1. Inspekcja w produkciji elektroniki
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ranno$cig a nastepnie za pomoca opro-
gramowania udoskonalony do granic
mozliwosci. Przyktadem moze by¢ tu-
taj obiektyw telecentryczny oraz 4-me-
gapikselowa kamera rejestrujaca ob-
raz z predkoscig 160 klatek na sekunde.
Prace tego zespotu optycznego uzupet-
nia wielosegmentowy oswietlacz, kto-
ry dziala zaréwno przy inspekcji pasty
lutowniczej (SPI) oraz pakietow PCBA
(AOI). Pod wzgledem konstrukeji me-
chanicznej konstrukcja opiera sie na
sprawdzonych rozwiazaniach z urzg-
dzen pick&place firmy Juki.

Metoda fotometryczna
do inspekciji pasty

W wigkszosci dostepnych rozwiazan
tréjwymiarowej inspekcji pasty lutow-
niczej reprodukcja obrazu 3D nastepuje
z wykorzystaniem promieniowania lase-
ra czy tez prazkow Moire’a. Analizujac
dostepne informacje, reklamy nowych
urzadzen, to co moéwig przedstawiciele
handlowi oraz przegladajac tematy po-
ruszane na seminariach, mozna dojs¢ do
wniosku, Ze poza podanymi metodami
nie istnieja inne wiarygodne metody ob-
razowania depozytow pasty lutowniczej
w trzech wymiarach.

Podane metody sg nietatwe w imple-
mentacji, gdy konieczne jest uzyskanie
wysokiej doktadnosci, co przektada sig
na cene koncowa urzadzenia, a to z ko-
lei na malg popularnos¢ systeméw SPI
w Polsce. Warto wiedzie¢, ze jest dla nich
alternatywa - to metody stereoskopowa
albo fotometryczna. Pierwsza z nich dzia-
fa analogicznie do ludzkich oczu, a wiec
wymaga uzycia minimum dwoch kamer
patrzacych na obiekt pod réznymi kata-
mi. Jest to metoda najprostsza w zaloze-
niach, ale w praktyce takze trudna w re-
alizacji. Ponadto akwizycja obrazu w tym
przypadku trwa dlugo, co sprawia wie-
le problemoéw w dostosowaniu jej do cy-
klu operacji w typowej produkeji SMT.
Dopiero metoda fotometryczna wydaje
sie tutaj zlotym s$rodkiem, gdyz oferuje
wysoka dokladno$¢ analizy obrazu i roz-
poznawanie szczegolow o wielkosci rze-
du 1 pm, szybki proces inspekcji oraz roz-
sadng cene implementacji w urzadzeniu.
Reprodukcja obrazu w trzech wymiarach
nastepuje tutaj poprzez obrébke zobrazo-
wania powstatego po oswietleniu przed-
miotu z osmiu kierunkéw.

Metoda fotometryczna ma wiele za-
let niemniej one sa najbardziej widocz-
ne w przypadku inspekcji pasty lutow-
niczej. W systemach AOI nie moze by¢
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Rys. 2. Metoda fotometryczna w tworzeniu obrazu 3D

wykorzystana z racji na wysoki efekt
cieniowania, a wiec trudno$ci w ocenie
wysokich obiektow. Prawdopodobnie
dlatego jest malo znana w przemysle
elektronicznym.

Inspekcja AOI

Aby zapewni¢ dobre parametry kon-
trolne w obu przypadkach urzadzenie
Juki RV-2 do inspekcji procesu mon-
tazu komponentéw elektronicznych,
przed lutowaniem albo po tym proce-
sie, wykorzystane jest wspdlne oswie-
tlenie fotometryczne uzywane przy SPI
i dodatkowo oswietlenie wspotosio-
we. Mozliwosci takiego tandemu najle-
piej ilustruja obrazy z kamery urzadze-
nia prezentujace napisy na elementach
zebrane przy uzyciu systemu rozpozna-
wania tekstu OCR, zdjecia lustrzanych
komponentéw, czy tez obrazy polaczen
lutowniczych o malej wysokosci. S to
wszystko przypadki problematyczne
z uwagi na plaskos¢ powierzchni zarow-
no dla systeméw inspekeji 2D jak i 3D.

Oprogramowanie
Nawet najlepszy system akwizycji
obrazu nie jest w stanie dziata¢ bez za-

awansowanego oprogramowania, ktore
musi by¢ proste i intuicyjne i gwa-
rantowa¢ nieograniczone mozliwo-
$ci edycji algorytmoéw rozpoznawa-
nia. W urzadzeniu Juki RV-2 ma ono
trzy poziomowg strukture analizy.
Pierwszy opiera si¢ na przygotowa-
nych wzorcach, ktére sg tworzone au-
tomatycznie jedynie po zaznaczeniu
obudowy komponentu. W takim eta-
pie czas programowania analizy kom-
ponentu zajmuje dostownie kilka se-
kund. Drugi poziom pozwala na edy-
cje podstawowych parametrow kaz-
dego elementu, co pozwala dostoso-
wac program do specyficznych wyma-
gan jakosciowych w danym przypad-
ku. Najbardziej zaawansowany poziom
trzeci, tzw. process mode, umozliwia
uzytkownikowi niemal nieograniczone
mozliwosci edycji algorytmoéw inspek-
cji poprzez stworzenie krok po kro-
ku regul. Limitem przewaznie w tym
miejscu jest wyobraznia osoby progra-
mujacej urzadzenie.

Dla prostych obwodéw, typowych
komponentéw pierwsze dwa tryby sa
wystarczajace i pozwalajg na eliminacjeg
btedéw w zasadzie automatycznie.

Rys. 3. Jako$¢ zobrazowania zapewniana przez RV-2
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Rys. 4. Ptytka w oswietleniu normalnym i po prawej w $wietle UV

Rys. 5. Za duzo czy za mato lakieru?

Ziota mysi

Inspekcja w oswietleniu
ultrafioletowym

Inspekcja procesu lakierowania pty-
tek w $wietle ultrafioletowym dostep-
na w ramach z urzadzenia AOI+SPI
z pewnoscia jest na rynku sporg nowo-
$cig i przyktadem nowego podejscia do
testow. Co jest warte zauwazenia, taka
inspekcja moze by¢ jednoczesnie prze-
prowadzona z testami AOL Dzieki temu
niezaleznie od rodzaju wykonywanej
inspekcji, baza obrazéw wzorcowych
w oprogramowaniu zawiera tylko jeden
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rodzaj elementu oraz wspdlne warun-
ki poprawnosci i jedynie od uzytkow-
nika zalezy, ktore zostana uzyte do po-
réwnan.

Inspekcja automatyczna powlok lakie-
rowanych w §wietle UV zapewnia dobre
wyniki testow (doktadno$¢, powtarzal-
nos¢, czas badania) i jednoczesnie chro-
ni obstuge przed narazeniami ze strony
oparow. Nie ma tez koniecznosci stoso-
wania dodatkowych zabezpieczen, aby
$rodki chemiczne nie byly absorbowa-
ne przez skore.

Urzadzenie Juki RV-2 moze by¢ wy-
posazone w wielosegmentowe os$wietle-
nie UV zapewniajace 3 rézne katy pa-
dania $wiatfa. Pozwala to na dotarcie do
wnetrza komponentow takich jak zla-
cza przy réwnoczesnej inspekcji pokry-
cia wyprowadzen. Oswietlacz UV ra-
zem z kamerg jest catkowicie nieczuty

na uzyty kolor soldermaski ptytki PCB,
a jedynie reaguje na luminancje pobu-
dzonego promieniowaniem lakieru.
RV-2 wyposazony w dodatkowe oswie-
tlenie jest w stanie wykry¢ zaréwno brak
naniesionego lakieru, badz jego obec-
no$¢ w miejscach niedozwolonych (np.
polach kontaktowych), a takze znalez¢é
pecherze powietrza w powloce (zaleznie
od ich wielkosci). Programowanie odby-
wa si¢ za pomoca tego samego oprogra-
mowania, z ktérego korzysta si¢ dla AOI
oraz SPI oraz z uzyciem tych samych ra-
mek inspekcyjnych, ktére w tym przy-
padku zawierajg dodatkowy warunek
(pole) uzywane przy aktywnym oswie-
tleniu UV.

Podsumowujac wszystko powyzsze —
Juki RV-2 jest to bez watpienia najbar-
dziej elastyczna konstrukeja systemu in-
spekcji na rynku oferujaca nadal ponad-
przecietng jakos¢ i elastyczno$¢ pracy.
Czy potrzeba wiecej?
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